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Objetivos  

 
Generales: 
Adaptación y calibración de un sistema de adquisición de las componentes de polarización de un elipsómetro para la 
calibración de las propiedades ópticas de films delgados. 
Específicos: 

 Generación films de escala nanoscópica mediante la técnica de la deposición física en fase vapor asistida 
por plasmas (PAPVD). 

 Determinación de las propiedades ópticas por elipsometría y estructural por difracción de rayos X rasantes 
(GXRD) de los films obtenidos. 

 Estudio de correlación entre los parámetros de la descarga con la generación de films con propiedades 
ópticas de interés científico-tecnológico. 
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